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AM Technologies
Mikroskop AFM/SPM Agilent 5500

Agilent 5500 to doskonate narze¢dzie do mikroskopii sit atomowych AFM i do mikroskopii
skaningowej SPM. Urzadzenie posiada wiele unikalnych i opatentowanych rozwigzan
technologicznych, a takie elementy jak ,,top-down” skaner, doskonata kontrola atmosfery

1 temperatury probki potaczone modutowa konstrukcja powoduja, ze ten znakomity system
wykorzystywany jest w wielu laboratoriach naukowych na catym $wiecie. Budowa
mechaniczna mikroskopu pozwala na tatwa integracj¢ zaréwno z komora srodowiskowa, jak
rowniez z odwréconym mikroskopem optycznym, a prosta konstrukcja stolika pomiarowego
zapewnia fatwa 1 bezpieczna instalacje probek — rowniez zanurzonych w cieczy. System
AFM/SPM Agilent 5500 jest wysokiej klasy mikroskopem zapewniajacym mozliwos¢
skanowania probek z rozdzielczoscia atomowa. Znajduje on szerokie zastosowanie w
biologii, chemii, elektrochemii, fizyce czy mikro i nanoelektronice.

F&K Delvotec Semiconductor GmbH

Urzadzenie do montazu typu wire bonder

Urzadzenie przeznaczone jest do kontrolowanego i powtarzalnego wykonywania potaczen
drutowych pomigdzy réznymi przyrzadami, istnieje mozliwo$s¢ wykonywania potaczen
drutowych aluminiowych oraz ztotych, typu ball bond oraz wedge bond.

IGHT s.c.

System mikroskopii sit bliskiego oddziatywania SPM

W trakcie konferencji dzigki uprzejmosci firmy NT -MDT (www.ntmdt.com)

bedzie prezentowany system mikroskopii sit bliskiego oddziatywania (SPM)

NTEGRA w podstawowej konfiguracji. Urzadzenie to umozliwia stworzenie laboratorium
bliskich oddziatywan o szerokim spektrum badawczym, od badan wlasciwosci
elektrycznych, magnetycznych az do systemu zintegrowanego ze spektrometrem
ramanowskim, wraz z mapowaniem TERS. Osoby chg¢tne do przebadania wtasnych prébek
proszone sa o wczesniejszy kontakt inf @ight.com.pl ; tel.501160875.

Karstulan Metalli
reprezentowany w Polsce przez PHU SELMA IMPORT-EXPORT

Nowoczesny, wolnostojacy nawiew laminarny z pionowym przeplywem powietrza
gwarantujacy w swojej przestrzeni roboczej o wymiarach 1200 x 800 x 1800 mm powietrze
praktycznie wolne od czastek 0,3 mikrona i wigkszych (klasa min. "100" wg FDA).

Jednolity filtr HEPA klasy H14 wg EN-1822 (1220 x 762 x 93 mm), elektroniczna regulacja
predkosci przeptywu, os$wietlenie przestrzeni roboczej, godzinowy licznik czasu pracy
nawiewu, fatwy dostgp do urzadzenia/urzadzen umieszczonych pod nawiewem praktycznie z
kazdej strony.



LABSOFT

Elektronowy mikroskop skaningowy Phenom firmy FEI Company

Dziata jak zwykly SEM, a mozna go postawi¢ na biurku. Poniewaz nie wykorzystuje
wysokich napig¢¢ przyspieszajacych, pozwala na obserwacje¢ dowolnych prébek (metale,
ceramika, polimery, drewno, liscie i inne) bez obawy o tadowanie si¢ powierzchni.

Oferuje wigksze rozdzielczosci obrazowania od mikroskopéw optycznych i stanowi swoisty
kompromis pod wzgledem ceny 1 oferowanych parametrow.

L.O.T. Oriel GmbH&Co.KG

LOT-Oriel i WITec GmbH zaprezentuja system Alpha 300A - system do spektroskopii
ramanowskiej, mikroskopii konfokalnej i AFM.

Zintegrowane oprogramowanie do kontroli pomiaréw i przyjazny interfejs pozwalaja na
pomiar, zmieniajac si¢ automatycznie w zaleznoSci od zastosowanej metody. Koncepcja
modutowa Alpha300 umozliwia potaczenie réznych technik mikroskopii w jednym systemie.
Mikroskop Alpha 300 to idealnie narzadzie do badan z dziedzin takich jak:
materiatoznawstwo, nauki przyrodnicze, nauki farmaceutyczne i nanotechnologia, gdzie
kompleksowa wiedza o strukturze i skladzie probki jest koniecznoscia. Wszystkie opcje
sterowane sa przez jedno oprogramowanie "alphaControl ". System kontrolujacy ( system-on-
chip concept) gwarantuje nie tylko prostot¢ obstugi ale rowniez szybkos¢, elastycznosc,
doktadno$¢, precyzje i mozliwos¢ rozbudowy systemu. Cyfrowe przetwarzanie sygnatow
obniza poziom szuméw do mozliwie najnizszych wartosci 1 znacznie poprawia jako$¢ obrazu
i danych. Wysoka sprawnos$¢ oferowanych urzadzen znacznie zmniejsza ogdlny czas trwania
eksperymentu 1 pozwala otrzymac wigksza ilo§¢ danych w danym czasie.

Millipore Sp. z o.0.

Firma Millipore zaprezentuje najnowsze systemy do otrzymywania wody ultraczystej Milli-Q
Integral 1 Milli-Q Advantage oraz materiaty filtracyjne i odczynniki do biologii komorki.

NanoSight Ltd

Urzadzenie do wizualizacji czasteczek LM10 i LM20

Oferowane przez NanoSight systemy LM10 i LM20 pozwalaja uzytkownikowi ,,zobaczy¢” zawarto$¢
probki poddanej analizie (poprzez wizualizacj¢), nastgpnie wykorzystujac technologi¢ Nanoparticle
Tracking Analysis (NTA), uzyska¢ informacje m.in. na temat rozmiaru czastek oraz jego dystrybucji.

Urzadzenia NanoSight sa w stanie wykry¢ czasteczki z zakresu 10-1000nm i w czasie
rzeczywistym wizualizowa¢ ich ruchy Browna. Poprzez optyczna detekcje w czasie
rzeczywistym, oprogramowanie NanoSight NTA okresla rozmiar wielu indywidualnych
czastek jednoczesnie, bezposrednio z ich ruchow Browna. Mozliwos¢ ta dostarcza badaniom
nowy, warto$ciowy wglad w system polidyspersyjny. Wraz z pomiarem Kkoncentracji
pokazane zostaja efekty zwiazane z czasem takie jak agregacja czy flokulacja. Technika ta



zwana jest ,,Systemem Sledzenia Czastek” (,,System Tracking Analysis”) NTA. Technika
znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach m. in. charakterystyka czastek drug delivery,
liczba i koncentracja wiruséw, badanych koloidéw 1 wielu innych.

Oba systemy Nanosight LM10 i LM20 w czasie rzeczywistym dostarczaja bezposredni obraz
probki oraz obszerng analiz¢ oparta na danych pochodzacych od wszystkich czastek( analiza
probki czasteczka za czasteczka ). Probki nie wymagaja przygotowan, a po analizie mozna je
odzyskaé. Do analizy potrzebna jest objetos¢ 0,5 ml probki. Firma oferuje dwa podstawowe
urzadzenia produkowane przez Nanosight LM10 i LM20. Ich czg$cia wspdlna jest element
LM12.

Olympus Poland
Konfokalny mikroskop pomiarowy 3D LEXT OLS 400.

Firma Olympus wprowadzita na rynek nowy w pelni zautomatyzowany, konfokalny
mikroskop pomiarowy 3D o handlowej nazwie LEXT OLS 4000. Mikroskop stuzy

do tréjwymiarowego obrazowania struktur powierzchni w zakresie powigkszen;

108x -17280x oraz prowadzenia pomiaréw z dokladnoscia od 1 nm w osi Z i 120 nm w
ptaszczyznie XY, o niespotykanej dotychczas powtarzalnosci. Atutem mikroskopu LEXT
OLS 4000 jest mozliwo$¢ bezdotykowych pomiarow duzych powierzchni badanych proébek,
takich parametréow jak: wysokosci, dtugosci, pola powierzchni, pozioméw, chropowatosci
linii i powierzchni zgodnie z obowiazujacymi normami, analiz¢ czastek, detekcj¢ krawedzi,
grubosci warstw 1 inne. Brak koniecznosci specjalnego przygotowania préobek pozwala na
bardzo szybkie uzyskanie wynikow oraz prowadzenie badan w trakcie kolejnych modyfikacji
elementéw badanych.

Nowa formuta zaawansowanego, ale prostego w obstudze oprogramowania daje
uzytkownikowi mozliwos¢ zindywidualizowania tak profilu, jak i zakresu analizy wynikow.

Schaefer Technologie GmbH

AFM model XE-100 firmy Park Systems oraz AFM/STM easyScan 2 firmy Nanosurf
Urzadzenia beda przygotowane do wykonania pomiaréw prébek w trakcie trwania
konferencji.

Spectro-Lab
Spektroskop Nicolet iS10

Spektroskopia FTIR jest jedna z metod stosowanych w badaniach nanomateriatéw,
pozwalajaca na scharakteryzowanie struktury chemicznej nanokompozytéw, ultracienkich
powtok oraz analizy zwiazkéw majacych fizyczna posta¢ nanoczastek. Firma Spectro-Lab
zaprezentuje aparat Nicolet iIS10 wraz z szeregiem przystawek pomiarowych oraz materiaty
informacyjne o innych urzadzeniach stosowanych w badanich nanomateriatéw, takich jak
mikroskopy skaningowe AFM, NSOM; mikroskopy/mikrospektrofotometry IR, Ramana, UV-
Vis-NIR oraz systemy do analizy termicznej w tym nanokalorymetry.



